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摘要(译)

公开了提供用于显示装置的老化补偿的基线测量的方法和系统。示例显
示系统具有多个有源像素和参考像素。公共输入信号被提供给参考像素
和多个有源像素。测量参考像素的输出并将其与有源像素的输出进行比
较以确定老化效应。还可以测试显示系统，将第一已知参考电流应用于
具有第二可变参考电流的电流比较器和被测器件的输出，例如像素之
一。调节可变参考电流，直到第二电流和被测器件的输出等于第一电
流。测试设备的最终电流存储在查找表中，用于显示系统操作期间的老
化测量的基线。还可以测试显示系统以通过确定诸如OLED和驱动晶体管
之类的像素组件中的短路之类的异常来确定生产缺陷。
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